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DISCIPLINA:  Prototipação e Teste de Sistemas Híbridos 

Vigência: a partir de 2007/1 Período Letivo: Eletiva 
Carga Horária Total:  45h Código: EE.546 
Ementa: Sistemas analógicos configuráveis e limitações. Interface analógico-
digital em sistemas integrados. Sistemas operacionais embarcados. Hierarquia 
de memória. Teste de memória.   Teste de placas. Barramentos digitais e 
memória cachê. Implementação de DSP em sistemas digitais. Teste de blocos 
analógicos em sistemas híbridos. Teste de conversores A/D. Teste de blocos 
em RF. Aplicações de sistemas híbridos. 
 
Conteúdos 
 
UNIDADE I – Especificação de sistemas híbridos 

1.1 Especificação em alto nível de sistemas híbridos 
1.2 Interface analógico-digital 
1.3 Teste e tecnologia de implementação 

 
UNIDADE II – Projeto baseado em plataformas 

2.1 Plataformas digitais 
2.2 Plataformas SoC 
2.3 Prototipação analógica 

 
UNIDADE III – Teste e Validação de Sistemas Híbridos 

3.1 Teste e testadores 
3.2 Teste de conversores A/D 
3.3 Teste de blocos analógicos 
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